MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO
E QUALIDADE INDUSTRIAL (INMETRO)

) EDITAL N.°2 — INMETRO, DE 4 DE JULHO DE 2007 )
CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NIVEL SUPERIOR

O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE
INDUSTRIAL (INMETRO) torna publicas as alteracdes abaixo do Edital n.° 1 — INMETRO, de 20 de
junho de 2007, publicado no Didrio Oficial da Unido de 25 de junho de 2007, Secdo 3, paginas 108 a
119, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital
supracitado.

1 Retificacio do caput do Edital n.° 1 — INMETRO, de 20 de junho de 2007:

Onde se Ié:

(...) Lei n.° 11.355, de 19 de outubro de 2006 (...)

Leia-se:

Lei n.° 11.355, de 19 de outubro de 2006, modificada pela Lei n.° 11.490, de 20 de junho de 2007 (...)

2 Retificacao do subitem 2.3

Onde se 1€:

(...) N

REMUNERACAO: de R$ 3.806,53 a R$ 4.652,55 até a primeira avaliagdo de desempenho individual. Apds esta
avaliacdo o saldrio poderd alcangar a faixa de R$ 5.301,97 a R$ 6.147,99, conforme anexo I deste edital.

(..r)

Leia-se:

REMUNERACAO: a remuneracdo inicial varia de R$ 3.806,57 a R$ 4.652,59, conforme a titulacéo, até
que seja regulamentada a gratificacio pela qualidade de desempenho do Inmetro. Apds esta
regulamentacdo e do primeiro periodo de avaliacdo, a remuneracdo podera atingir a variacdo de R$
5.301,97 a R$ 6.147,99, conforme anexo I deste edital, caso a gratificag@o pela qualidade de desempenho
do Inmetro atinja o maior indice possivel.

(.r)

3 Retificacdo da nomenclatura das dreas dos cargos 3 e 5 constante do subitem 2.1:

2.1 ESPECIALISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE SENIOR (Padrao I, Classe C)

(...)

CARGO 3 - ESPECIALISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE SENIOR - AREA DE
BIOTECNOLOGIA ESTRUTURAL

(...)

CARGO 5: ESPECIALISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE SENIOR - AREA DE
METROLOGIA OPTICA

(...)

4 Retificacao da nomenclatura da 4rea do cargo 27 constante do subitem 2.2:

2.2 PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE (Padrio I, Classe C)
(...)

CARGO 27: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE - AREA
DE METROLOGIA OPTICA

(...)

5 Retificacao dos requisitos para o cargo 5, constante do subitem 2.1: . )
CARGO 5: ESPECIALISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE SENIOR - AREA DE
METROLOGIA OPTICA



REQUISITOS: (a) diploma, devidamente registrado, de conclusio de Doutorado ou
certificado/declaragdo de conclusdo de Doutorado, em uma das seguintes areas: Engenharias ou Fisica,
fornecido por instituicdo de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educacgéo, ou revalidado por
instituicao nacional credenciada para esse fim, e registro no respectivo conselho de classe, se for o caso,
(b) documentagdo devidamente comprovada de ter exercido atividades durante pelo menos dez anos apds
a obtencdo do titulo de Doutor, na 4rea de atuag@o do concurso.

(..r)

6 Retificacao dos requisitos para os cargos 10, 11, 12 e 30, constante do subitem 2.2:

CARGO 10: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE — AREA
DE BIOTECNOLOGIA DE MICROORGANISMOS

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de graduag¢@o de nivel superior em uma das seguintes
dreas: Agronomia, Biomedicina, Biologia, Farmécia, Medicina, Microbiologia, fornecido por instituicao
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educag@o, e registro no respectivo conselho de classe,
se for o caso.

CARGO 11: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE — AREA
DE BIOTECNOLOGIA ESTRUTURAL

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de graduag@o de nivel superior em uma das seguintes
areas: Agronomia, Biomedicina, Biologia, Farméacia, Medicina, Microbiologia, fornecido por instituicio
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educag@o, e registro no respectivo conselho de classe,
se for o caso.

CARGO 12: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE — AREA
DE BIOTECNOLOGIA GERAL

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de graduag¢@o de nivel superior em uma das seguintes
dreas: Agronomia, Biomedicina, Biologia, Farmacia, Medicina, Microbiologia, fornecido por instituicao
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educagdo, e registro no respectivo conselho de classe.
(..r)

CARGO 30: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE — AREA
DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de graduacdo de nivel superior em uma das seguintes areas:
Agronomia, Biologia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Producdo, Engenharia Quimica, Nutricdo ou
Quimica, fornecido por instituicdo de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educagdo, e registro no
respectivo conselho de classe, se for o caso.

(...)

7 Retificacao dos requisitos para o cargo 39, constante do subitem 2.3:

CARGO 39: ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E QUALIDADE - AREA DE
GESTAO DO MEIO AMBIENTE

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de graduag@o de nivel superior em uma das seguintes
areas: Agronomia, Biologia, Ciéncias Economicas, Ecologia, Engenharia do Meio Ambiente e demais
Engenharias, Estatistica, Fisica, Geografia, Geologia ou Quimica, fornecido por instituicdo de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educacdo, e registro no respectivo conselho de classe, se for o
caso.

(...)

8 Retificacdao do nimero de vagas para os cargos 9, 12 e 16 constantes do subitem 2.2:

CARGO 9: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE - AREA DE
AVALIACAO DA CONFORMIDADE

(...)

VAGAS: 14.

CARGO 12: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE - AREA
DE BIOTECNOLOGIA GERAL

(...)
VAGAS: 3.



CARGO 16: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE - AREA
DE ENGENHARIA DE MATERIAIS

(...)
VAGA: 1.

9 Retificacdo dos conhecimentos especificos para os cargos 3, 4, 8, 9, 16, 23, 24 e 30, constantes do
subitem 18.2.1.2:

18.2.1.2 CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

(...)

CARGO 3: ESPECIALISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE SENIOR - AREA DE
BIOTECNOLOGIA ESTRUTURAL: 1 Métodos microscépicos de estudo da célula. Microscopia
Optica (convencional, contraste de fase, videomicroscopia, microscopia confocal). Microscopia Eletronica
de Varredura: principios e métodos de preparo de amostras bioldgicas. Microscopia eletronica de
transmissdo: principios e métodos de preparo de amostras bioldgicas. 2 Técnicas especiais em
microscopia eletrOnica: criofratura, radioautografia, morfometria, reconstrucdo tridimensional;
citoquimica; imunocitoquimica. 3 Organizacio estrutural de Virus, Bactérias, Fungos, Protozoarios. 4
Organizacdo estrutural das principais estruturas celulares: membranas bioldgicas, reticulo
endoplasmadtico, complexo de Golgi, mitocondria, cloroplasto, peroxissomo, endocitose, citoesqueleto.
CARGO 4: ESPECIALISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE SENIOR - AREA DE
METROLOGIA DOS MATERIAIS/ NANOTECNOLOGIA: 1 Nanotecnologia aplicada aos materiais
magnéticos. 2 Nanometrologia de materiais. 3 Andlise de superficies e filmes finos. 4 Desenvolvimento e
caracterizacdo de nanomateriais. 5 Novos materiais/compdsitos.

(...)

CARGO 8: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE — AREA
DE ARTICULACAO INTERNACIONAL: I COMERCIO INTERNACIONAL. 1 Comércio exterior e
comércio internacional. O comércio internacional e as relagdes internacionais. 2 O padrdo ouro e o
equilibrio nas transacdes internacionais. 2.1 O comércio e a estratégia de crescimento na ordem do padrio
ouro. 2.2 A Primeira Guerra Mundial e a volta ao padrdo ouro do séc. XIX depois de 1919. 2.3 As
condi¢des de comércio no periodo 1919-1939. 2.4 O fracasso da ordem liberal: a crise nos mercados de
produtos primérios na década de 20 e o colapso da ordem econdmica. 3 Moeda e comércio na ordem
econdmica depois de Bretton Woods. 3.1 O fracasso dos esfor¢os de criacio da Organizacgio
Internacional do Comércio: multilateralismo versus bilateralismo e as questdes politicas e de seguranga
internacional. 3.2 Conflito e cooperagdo na economia internacional: o arranjo institucional de Bretton
Woods. 3.3 O delineamento de novos padrdes no comércio internacional e a retomada do crescimento. 4
A crise dos anos 70: o comércio e o "Didlogo Norte-Sul". 4.1 O surgimento do conceito de "Terceiro
Mundo". 4.2 Termos de troca: conceitos e implicacdes para o comércio e o desenvolvimento. 5 Politica
comercial, protecionismo e livre comércio. 5.1 Globalizagdo, integracdo econdomica e formacao de blocos
regionais. 5.2 Algumas questdes comerciais contemporaneas. 6 A Rodada do Uruguai e criagdio da OMC
6.1 O Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio. II ANALISE DAS RELACOES
INTERNACIONAIS DO BRASIL. 1 O multilateralismo de dimensdo universal: a ONU, as Conferéncias
Internacionais, os 6rgaos multilaterais. O sistema interamericano. 2 O Brasil e a formagfo dos blocos. 3 A
dimensdo da segurancga na politica exterior do Brasil. 4 As relagdes regionais do Brasil. 4.1 O Brasil e
seus vizinhos. 4.2 O Brasil e os Estados Unidos. 4.3 O Brasil e a Unido Européia. III POLITICA
EXTERNA BRASILEIRA. 1 As relagdes regionais em seus marcos histdricos: o projeto ABC dos anos
1950, a OPA e a Alianga para o Progresso; os regimes militares, cooperagdo e rivalidades ao tempo da
Guerra Fria; origens do processo de integracdo; um balango de dez anos de Mercosul; a idéia de América
do Sul e a ALCA. 2 O Mercosul. 2.1 Objetivos e caracteristicas do Mercosul. 2.2 O Tratado de Assuncdo
e o Protocolo de Ouro Preto. 2.3 O estdgio atual de integracdo do Mercosul. 2.4 Estrutura do Mercosul.
CARGO 9: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE — AREA
DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE: I NOCOES BASICAS DE METROLOGIA. 1
Fundamentos da Metrologia. 2 Metrologia cientifica, legal e industrial. 3 Conceito e estrutura hierarquica
dos padrdes. 4 Bases conceituais e a logica do sistema Internacional de Unidades. 5 Vocabulério



Internacional de Metrologia. I GESTAO DA QUALIDADE. 1 Dimensdes da Qualidade. 2 Histéria da
Qualidade. 3 Principais conceitos de Avaliagdo da Conformidade (defini¢des e conceitos, classificacdo,
mecanismos, etc.). 4 Normalizagdo Técnica (€nfase as normas ISO de Gestdo: Qualidade, Seguranga
Alimentar, Responsabilidade Social, Saide e Seguranca e Meio Ambiente). 5 Regulamentacdo Técnica
(objetivos, cardter compulsorio, principais agéncias regulamentadoras e reguladoras). 6 Impacto da AC no
Comércio Internacional (Barreiras Técnicas e Reconhecimentos Miituos). 7 Importincia da Acreditacio
de Organismos e Laboratdrios para a Avaliagdo da Conformidade. 8 Nog¢des de Direito Administrativo. 9
Sistema Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial (Organismos do Sinmetro, do
Conmetro e as atribuicdes do Inmetro). II GERENCIA DE PRODUCAO. 1 Decisdes e o contexto
organizacional de planejamento e controle de producdo. 2 Conceitos basicos de andlise econdmica das
decisdes. 3 Planejamento agregado de produgéo e programa mestre de produgio.

(...)

CARGO 16: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE — AREA
DE ENGENHARIA DE MATERIAIS: 1 Cristalografia. 2 Cristaloquimica. 3 Eletronica do estado
solido. 4 Conservagdo e conversdo de energia. 5 Mecénica dos meios continuos. 6 Metalurgia fisica. 7
Metalografia. 8 Técnicas de instrumentacdo. 9 Elasticidade de materiais e estruturas. 10 Fisica de
polimeros. 11 Gestdo de qualidade. 12 Materiais cerdmicos e vidros. 13 Materiais semicondutores. 14
Materiais poliméricos. 15 Microeletronica. 16 Revestimentos para implantes ortopédicos e ortoddnticos.
17 Expressdo da incerteza de medicdo, conceitos bdsicos (medi¢do, erros efeitos e correcdo de incerteza).
18 Ceramicos técnicos. 19 Compdsitos: materiais, aplicagdes e propriedades mecanicas. 20 Cristais
liquidos. 21 Tratamentos térmicos e mecanicos. 22 Caracteristicas dos instrumentos de medicdo. Padroes.
(...)

CARGO 23: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE - AREA
DE METROLOGIA DE MATERIAIS: MICROSCOPIA, DIFRACAO DE RAIO-X E
ESPECTROSCOPIA OPTICA: 1 Mecénica quéntica. 1.1 Equagdo de Schrodinger. 1.2 Orbitais. 1.3
Ligagdes primdrias (covalente, metdlica e i0nica) e secundérias (dipolo permanente e van der Waals). 1.4
Poco de potencial finito e infinito. 1.5 Atomo de um elétron — o dtomo de hidrogénio, niimero quantico de
spin. 2 Nogdes de Estado Sélido. 2.1 Redes espaciais de Bravais. 2.2 Indices cristalograficos e operagdes
vetoriais. 2.3 Lei de Bragg. 2.4 Estruturas cristalinas dos elementos, cristais i0nicos e cristais
moleculares. 2.5 Vibragdes da Rede Cristalina. 2.6 Imperfei¢cdes pontuais, lineares e de superficie. 2.6.1
Energias e fendmenos associados as imperfeicoes. 2.6.2 Interacdes entre imperfei¢des. 2.7 Propriedades
eletronicas de sélidos. 2.7.1 Modelo de elétrons livres. 2.7.2 Bandas de energia e suas propriedades. 2.8
Semicondutores. 2.8.1 Semicondutores intrinsecos e extrinsecos. 2.8.2 Densidade de portadores. 2.8.3 Lei
de ac@o das massas. 2.8.4 Resistividade elétrica em semicondutores. 2.8.5 Propriedades oOticas e
fotocondutividade. 2.8.6 Jungdes p-n. 2.9 Propriedades magnéticas dos materiais. 2.9.1 Diamagnetismo.
2.9.2 Paramagnetismo. 2.9.3 Ferromagnetismo. 2.9.4 Curvas de histerese. 2.9.5 Dominios magnéticos.
2.9.6 Ferri- e antiferromagnetismo. 3 Técnicas de caracterizacdo microestrutural. 3.1 Principios bésicos
de microscopia: aumento, resolucdo e contraste. 3.2 Formacdo de imagem por difragcdo e por varredura.
3.3 Microscopia com luz visivel (fotonica). 3.3.1 Principios de dptica geométrica e fisica: lentes,
aberracdes, difracdo e interferéncia; principio de Abbe. 3.3.2 Principios fisicos da microscopia;
mecanismos de contraste: amplitude, cor, contraste de fase e luz polarizada. 3.4 Microscopia eletronica:
descri¢do dos instrumentos, mecanismos de formacdo de imagem e de contraste. 3.4.1 Microscopia
eletronica de transmissdo — MET. 3.4.2 Microscopia eletronica de Varredura — MEV. 3.5 Microscopias de
tunelamento varredura (STM), Forca atdmica (AFM) e confocal. 3.6 Difracdo de raios-X. 3.6.1 Geragao
de raios-X. 3.6.2 Técnicas de Laue e de Debye-Scherrer. 3.6.3 Tensdes internas. 3.6.4 Textura. 3.6.5
Fluorescéncia de raios-X. 3.7 Principios fundamentais da microandlise. 3.7.1 Lei de Moseley. 3.7.2
Descricao da microsonda. 3.7.3 Espectrégrafos de comprimento de onda e de energia (WDS e EDS). 3.8
Espectroscopia 6ptica: FT-IR, UV-VIS e Raman. 4 Expressao da incerteza de medicao, conceitos bdsicos
(medicdo, erros efeitos e correcdo de incerteza). Caracteristicas dos instrumentos de medi¢do. Padrdes.
CARGO 24: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE - AREA
DE METROLOGIA DE MATERIAIS: SUPERFICIES E FILMES FINOS: | Mecanica quintica. 1.1
Equacido de Schrodinger. 1.2 Orbitais. 1.3 LigacOes primdrias (covalente, metdlica e idnica) e secunddrias
(dipolo permanente e van der Waals). 1.4 Poco de potencial finito e infinito 1.5 Atomo de um elétron — o



atomo de hidrogé€nio, nimero quantico de spin. 2 Nocdes de Estado Solido. 2.1 Redes espaciais de
Bravais. 2.2 Indices cristalogrificos e operagdes vetoriais. 2.3 Lei de Bragg. 2.4 Estruturas cristalinas dos
elementos, cristais iOnicos e cristais moleculares. 2.5 Vibracdes da Rede Cristalina. 2.5.1 Rede reciproca.
2.5.2 Modos normais de vibragdo (fonons). 2.5.3 Capacidade e condutividade térmica dos sélidos. 2.5.4
Dilatacdo térmica. 3 Formacdo, estrutura e propriedades de filmes finos. 3.1 Técnica de deposicdo fisica
por fase vapor (PVD). 3.2 Técnica de deposicdo quimica por fase vapor (CVD). 3.3 Técnica de
crescimento epitaxial. 3.4 Interdifusdo e rea¢do em filmes finos. 3.5 Propriedades mecanicas, elétricas,
magnéticas e Opticas de filmes finos. 4 Superficies. 4.1 Defini¢do de superficie. 4.2 Modificacdo de
superficies (funcionalizacdo). 4.3 Adsorcdo. 4.4 Adesdo, atrito, desgaste. 4.5 Porosidade. 4.6
Propriedades magnéticas. 4.7 Propriedades térmicas. 4.8 Tensao superficial. 4.9 Contato entre superficies.
4.10 Técnicas de andlise de superficies. 4.10.1 Espectroscopia de elétrons Auger. 4.10.2 Andlise de
superficie por fotoelétrons. 4.10.3 Microscopia de ponta de prova. 5 Principais materiais semicondutores
e suas aplicagdes em eletrdnica. 5.1 Conceito de elétron e lacuna em semicondutores. 5.2 Propriedades
opticas. 5.3 Interacdo radiacdo matéria. 5.4 Fotodetetores. 5.5 Células solares. 5.6 LED's. 5.7 Lasers
semicondutores. 5.8 Semicondutores orginicos. 6 Polimeros conjugados e sélidos de baixo peso
molecular. 6.1 Fisica dos polimeros condutores. 6.2 Espectroscopia dos polimeros conjugados. 6.3
Electroluminescéncia de filmes. 6.4 Diodos orgénicos emissores de luz (OLEDs): fabricagdo, principios
de operagdo e aplicagdes. 7 Expressdo da incerteza de medicdo, conceitos basicos (medi¢do, erros efeitos
e corregdo de incerteza). Caracteristicas dos instrumentos de medi¢do. Padrdes.

(...)

CARGO 30: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE - AREA DE
QUALIDADE DOS ALIMENTOS: 1 Tecnologia de alimentos. 1.1 Transformacdo de alimentos. 1.2
Conservacdo de alimentos. 1.3 Secagem, beneficiamento e armazenamento de sementes e grios. 2 Nocdes de
microbiologia de alimentos. 3 Nocdes de doengas transmitidas por alimentos (DTA). 4 Higiene de alimentos —
zoonoses. 4.1 Doencas transmitidas por alimentos. 4.2 Identidade e qualidade de alimentos.

(...)
10 Inclusao, apds a tabela do anexo I do referido edital, do seguinte texto:

A remuneragdo para os cargos objeto deste concurso publico constitui-se de:

I - vencimento basico do padrdo inicial da classe inicial C,

I - Gratificagdo pela Qualidade do Desempenho no Inmetro - GQDI;

III - Adicional de Titulagdo; e

IV - Vantagem Pecunidria Individual, de que trata a Lei no 10.698, de 2003, acrescida, ndo
cumulativamente, de 35% (trinta e cinco por cento), de 18% (dezoito por cento) e de 7% (sete por cento),
respectivamente, para os portadores de titulos de doutor, de mestre e de certificado de especializagdo, cuja
concessdo estd condicionada ao atendimento das disposicdes constantes.

Sobre o vencimento basico incide, conforme o item II acima, a Gratificacdo pela Qualidade do
Desempenho no Inmetro — GQDI, de até 85% (oitenta e cinco por cento), constituida de duas parcelas,
uma de até 51% (cinqiienta e um por cento), resultante da avaliacio do desempenho individual do
servidor, e outra de até 34% (trinta e quatro por cento) incidente sobre o maior vencimento bdsico do
respectivo cargo, em fun¢@o dos resultados apurados pela avaliacdo institucional, para os cargos de nivel
superior, conforme a Lei n.° 11.355, de 19 de outubro de 2006, modificada pela Lei n.° 11. 490, de 20 de
junho de 2007 (http//www.inmetro.gov.br).

A remuneracdo inicial para o cargo de Especialista em Metrologia e Qualidade Sénior
(Padrdo I, Classe C) é de R$ 9.846,77, até que seja regulamentada a Gratificagdo pela Qualidade de
Desempenho no Inmetro e até que sejam processados os resultados do primeiro periodo de avaliacdo de
desempenho. Uma vez regulamentada a atribuicdo da Gratificacdo pela Qualidade do Desempenho no
Inmetro — GQDI e concluidos os trabalhos do primeiro periodo de avaliagdo, a remuneracdo podera
atingir o valor de R$ 11.392,07, caso a GQDI alcance o maior indice possivel.

A remuneracdo inicial de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade e de
Analista Executivo em Metrologia e Qualidade, Padrdo I, Classe C, varia de R$ 3.806,57 a R$
4.652,59, conforme a titulacdo, até que seja regulamentada a gratificacio pela qualidade de desempenho



do Inmetro. Apos esta regulamentagdo e do primeiro periodo de avaliag@o, a remuneracio poderd atingir a
variagdo de R$ 5.301,97 a R$ 6.147,99, caso a gratificagdo pela qualidade de desempenho do Inmetro
atinja o maior indice possivel .

JOAO ALZIRO HERZ DA JORNADA
PRESIDENTE DO INMETRO



